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Progress  of  Mass-‐Screening  un1l  June

Screening	  status	  in	  June:	  
Ø 	  370	  series	  à	  20	  APDs	  (7400	  pieces)	  @	  all	  5	  temperatures	  

	  
	  

Screening	  status	  so	  far:	  
Ø 	  679	  series	  à	  20	  APDs	  (13580)	  @	  all	  temperatures	  

Ø 	  data	  analysis	  and	  valida8on	  permanently	  ongoing	  
Ø data	  for	  20°C,	  10°C	  and	  -‐25°C	  pre-‐validated	  by	  students	  
Ø 	  re-‐measurements	  done	  in	  parallel	  	  	  
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Parameters  @  T  =  20°C  and  T  =  -‐25°C  

09.06.2015	  

	  
	  
Parameter	  distribu8ons:	  
Ø 	  sample	  of	  190	  APDs	  shown,	  taken	  from	  LOT	  12,	  13,	  06	  and	  14	  
Ø 	  as	  example	  bias-‐voltages	  for	  M	  =	  100,	  breakdown	  voltages	  and	  1/M	  
dM/dV	  distribu8ons	  are	  shown	  	  

	  



Andrea	  Wilms	  –	  GSI	  Darmstadt	  –	  PANDA	  EMC	  Mee8ng	  December	  2015	  

1/M  dM/dV  [%]  @  T  =  20°C  and  T  =  -‐25°C  

LOT	  14	  
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UBr  [V]  @  T  =  20°C  and  T  =  -‐25°C  
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UBias  @  M  =  100  [V]  @  T  =  20°C  and  T  =  -‐25°C  
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Progress  in  QE  ac1vi1es  &  more

09.06.2015	  

	  
	  
QE	  distribu8ons:	  
Ø 	  APD-‐Lab	  has	  par8cipated	  in	  Summer	  students	  program	  this	  summer	  

Ø 	  topic:	  QE	  value	  distribu8on	  depending	  on	  APD	  wafer	  posi8ons	  
Ø 	  has	  been	  done	  for	  6	  wafers	  of	  different	  LOTs	  	  

Ø 	  wafers	  selected	  in	  terms	  of	  manufacturer	  yield	  >	  60	  %	  
Ø 	  are	  used	  as	  guideline	  for	  maximum	  exis8ng	  QE-‐values	  @	  420	  nm	  
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  QE  @  420  nm  for  different  wafers

Empty	  APD	  waferposi8on	  
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M  (λ)  =  const.  or  M  (λ)  ≠  const  ?

SN	  1405015416:	  	  
96.984	  ±	  0.320	  

Method:	  
Ø Measurement	  of	  wavelength	  dependence	  	  
of	  APD	  photo	  current	  Iph	  at	  different	  bias	  voltages	  
U1→	  60>M>1	  
U2→	  150>M>60	  
U3→	  250>M>150	  	  
Ø Normaliza8on	  with	  photo	  current	  @	  M	  =	  1	  
	  
	  
	  
Ø Overlaying	  of	  the	  curves	  ends	  up	  in:	  
Ø  Procedure	  done	  for	  5	  APDs:	  
Ø  Parameter	  of	  „Pol0-‐fit“	  up	  to	  520	  nm	  shown	  	  
Ø  APDs	  show	  constant	  gainbehavior	  up	  to	  	  
	  	  	  	  ∼	  520	  nm	  with	  precision	  of	  ΔM/M	  ≅	  ±	  0.3	  %	  	  

Ra8o	  @	  U1	  

Ra8o	  @	  U2	  

Ra8o	  @	  U3	  
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M  (λ)  =  const.  or  M  (λ)  ≠  const  ?

SN	  1205013068:	  	  
116.88	  ±	  0.407	  

SN	  1205013079:	  	  
102.789	  ±	  0.379	  
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SN	  1207013166:	  	  
98.10	  ±	  0.362	  

SN	  1313014506:	  	  
97.059	  ±	  0.326	  

M  (λ)  =  const.  or  M  (λ)  ≠  const  ?


